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    本检定规程经国家技术监督局于1995年02月08日批准，并自1995年

05月01日起施行。

归口单位: 天津市技术监督局

起草单位: 天津市计量技术研究所

本规程技术条文由起草单位负责解释
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磁阻法测厚仪检定规程

本规程适用于新制造、使用中和修理后的磁阻法测厚仪的检定。

一 概 述

    磁阻法测厚仪一般用于铁磁基体上非磁性涂层和镀层厚度的测量。其原理是:当仪

器测头与被测涂层或镀层接触时，测头即与磁性基体构成一闭合磁路，由于非磁性覆层

的存在，使磁路磁阻增加，磁阻的变化随着被测覆层厚度的大小而变化，仪器能过对磁

阻大小的测量，由表头或显示器指示出被测覆层的厚度。

    仪器基本分为指针型、数字型、智能型三种型式，测量范围一般在 (0-10) mm内

大小不等，分辨率最高可达0.1 um，仪器外形分别参见图1、图2和图30

校准旋钮
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调零 旋

电源开 关
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图1 指针型测厚仪
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测头 插 座 厚度显示窗

薄膜开关面板
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图 2 数 字型测厚仪 图3 智能型测厚仪
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二 检定项目和检定条件

1 检定项目和主要检定用的工具列于表to

2 检定条件

2.1 检定室内温度:(2015)'C

2.2 检定室内湿度:成65%

2.3 仪器预热时间:不少于巧 min

2.4 仪器所用电源:

          AC  220 x  (1+10%)V

        DC 不得超过仪器使用标称电压的士5%

        BAT 不低于额定电压10%

2.5 外部环境:检定室附近不得有强磁场干扰。

                                                    表 1

IT-
号

检 定 项 目 主要检定 工具

检定类别

新制造 使用 中 修理 后

1 外观 + + +

2 各部分相互作用 + + +

3 基体表面粗糙度及平面度
  表面粗糙度测量仪及0

级刀 口尺
+ + +

4 仪器校准厚度 片
  三等量块及光学计或电

感仪
+ + 十

5 示值变动性 标准厚度片及检定台架 + + +

6 示值误差
  标准厚 度片组及平面基

体
+ + +

7 曲面厚度测量的准确度
  标准厚度组及磁性圆柱

面基体
+ +

8 薄型基体上的测量准确度
  50x50xl mm基体及

标准厚度片
+ +

9 示值稳 定度
                                                                一

    标准厚度片及检定台架
l

+ + +

注:“+”表示应检定，“一”表示可不检定。
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三 检定要求和检定方法

3 外观

3.1 要求

3.1.1 仪器及附件的外表面应无划痕、锈蚀、起泡、脱落等现象。

3.1.2 仪器及附件上的文字、符号、数值及单位应字迹清晰，铭牌必须标明制造厂名、

仪器编号及出厂日期。

3.1.3 测头的测量端应无明显磨损痕迹，所有连接线缆应完好无损。

3.1.4 干电池、充电器连接处应有明显极性标志。

3.1.5 使用中和修理后的仪器允许有不影响准确度的外观缺陷。

3.2 检定方法:目力观察。

4 各部分的相互作用

4.1 要求

4.1.1 各操作开关、旋钮、按键、指示灯均能正常工作，准确无误。

4.1.2 各插头、插座及线缆应安装牢固、连接方便。

4.1.3 测头的弹簧套应滑动灵活，不得出现卡滞、爬行。

4.1.4 测头置仪器所附基体中心，其外圆至基体边缘的最小距离应大于巧 mm.

4.1.5 仪器表头指针的机械零位应准确并指示平稳;厚度显示器的数字显示应完整、清

晰、稳定。

4.1.6 具有统计、打印等功能的仪器应工作可靠，准确无误。

4.2 检定方法:试验与观察。

5 基体表面粗糙度与平面度

5.1 要求:

      表面粗糙度R�毛0.20 fzm;

      平面度簇1 ymo
5.2 检定方法

5.2.1 表面粗糙度可参照 《表面粗糙度比较样块检定规程》中触针法的检定方法给出基

体表面的R。值。

5.2.2 基体表面平面度采用0级刀口尺，用光隙法进行检定。

6 仪器校准厚度片

6.1 要求:校准厚度片的厚度误差及均匀性误差不应超出表2规定的允许误差。

6.2 检定方法:用三等量块和投影光学计，用绝对法或比较法进行检定。检定时所用测

帽的曲率半径不得小于20 mm,测杆下降时应通过拨权使测帽轻轻与校准片接触，以防

止对校准片的撞击。检定可在校准片有效面积内5个或 9个均布位置上进行 (但必须含

中心位置，并且对无有效面积标记的校准厚度片规定:其有效面积在以中心为圆心半径

不得小于10 mm的圆内)。检定结果取5次或9次厚度读数的平均值与校准厚度片的标称

值之差为厚度误差，取各次厚度读数与厚度平均值的最大差值为校准厚度片的均匀性误
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差，两者均不应超出检定要求。校准厚度片的受检点如图4所示。

(a) 5个受检点 (b) 9个受检点

仪器类别

校准厚度片的允许误差

厚 度 均 匀 性

A级 士0.5 um或士1%H 士1pm或士1%H�,

B级 士0.5 tm或士2%H 士1 dim或士2%H�,

C级 士0.5 ;gym或士3%H 士2 fm或士2%Hm

备 注 H— 校准厚度片的标称值 Hm 厚度检定的平均值

7 示值变动性

7.1 要求:见表3规定。

7.2检定方法:将仪器，“头夹持在检定台架上，选择最刁、量程挡位，并选一大于合量程
的标准厚度片，用测头对该厚度片重复测量 10次，取10次示值中的最大值与最小值之

差为示值变动性的检定结果，应符合表3中的规定。

    此项检定也可用手持方式进行，但若出现微量超差时，应以检定台架操作的检定结

果为准。

8 示值误差
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要求:垂直和水平方向均应符合表3的规定。

仪器类别 示值变动性要求 示值误差要求

A级 (l k, H或0.7 fm 士(0.7 Vm+3%H)

B级 蕊2%H或1 fm 1(1pm+5%H)

C级 (3%H或2 um 1(21,m+10%H)

备 注 H一标准厚度片的厚度值

8.2 垂直方向检定方法:首先用标准厚度片按仪器规定的校准方法将仪器校准，然后在

测量范围内 (或每一量程内)均布3-5个点为受检点，选择相应厚度及精度’的标准厚

度片H; (i=1, 2,⋯，5)依次检定，每个受检点测3次，取其平均值作为该点的示值

h:‘i=1.2. ⋯ ，5)。 示 佰 误 羊 柠 下 才 计 算 .

H,

    各受检点的示值误差均不应超出表3中被检仪器所对应的允许误差要求。

8.3 水平方向检定方法:将基体固定在某一垂直面上，测头的测量方向应为水平方向，

用标准厚度片按仪器规定的校准方法将仪器校准，然后再选一标准厚度片，用仪器对该

片重复测量3次，3次读数的平均值与该标准厚度片标称值之差，应符合表3中被检仪器

所对应的示值误差要求。

9 曲面厚度测量的准确度

9.1 要求:同表3中规定的示值误差要求。

9.2 检定方法:仪器选用最小量程挡，用一直径为020 mm, Ra<-0.20 icm的圆柱面铁

基体作为此项检定用的基体，将其平放于V形块的V形槽内，再用标准厚度片在该基体

上将仪器校准，然后另选任一标准厚度片对仪器相应受检点测量5次，5次读数的平均值

与标准厚度片的标称值之差，即为曲面厚度测量的准确度。

    对没有规定可测最小曲率半径参数的仪器，可以不作此项检定。

10 薄型基体上的测量准确度

10.1 要求:不得超出表3中规定的示值误差要求。

10.2 检定方法:基体取检定用的50 mm x 50 mm x 1 mm (长x宽x厚)的平面铁基体，

在该基体上按仪器规定的方法将其校准，然后选用+20 Km左右的标准厚度片对仪器相应
受检点进行检定，两者之差不得超出该点的示值误差要求。

相应精度是指检定用标准厚度片的精度应和8.1条的T值允许误差对应起来，原则上前后两者精度 之比应在 I/

一1巧 范 围之 内。
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    基体无临界厚度值规定的仪器可不作此项检定。

H 示值稳定度

11.1 要求:仪器 1h内的示值变化不应超出示值误差的绝对值。

11.2 检定方法:本项检定应在仪器最小量程挡进行。将仪器校准后，再选用一厚度大

于合量程的标准厚度片，对仪器相应受检点进行测量，其示值作为第一次读数，以后每隔
巧min记一次读数，连续记录 1h，取 5次示值中的最大值与最小值之差作为仪器的示值

稳定度。

四 检定结果的处理和检定周期

12 经检定符合本规程要求的磁阻法测厚仪填发检定证书，不符合要求的仪器填发检定

结果通知书。

13 磁阻法测厚仪的检定周期可根据具体使用情况确定，一般不超过 1年。


